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Desde a descoberta do grafeno em 2004, diversos estudos foram surgindo nesta area a fim de
caracterizar e manipular este novo material. Isso porque o grafeno possui diversas
propriedades interessantes reunidas num dnico material. O grafeno é o nome dado a uma
monocamada plana de carbono com ligaces do tipo sp® e estrutura hexagonal. Isso permite
que ele seja um o6timo condutor elétrico e térmico, extremamente resistente, flexivel e
transparente a luz visivel. Além disso, alguns estudos mostram que uma bicamada de grafeno
permite 0 armazenamento de hidrogénio para aplicacdo em células a combustivel, o que
viabilizaria o uso de combustiveis ndo-poluentes em veiculos. O presente trabalho tem por
objetivo determinar a quantidade de hidrogénio incorporado em amostras de grafeno sobre
6xido de silicio sobre silicio em funcdo da temperatura através de tratamentos térmicos em
atmosfera controlada. Para isso, foram usadas amostras de grafeno sobre dxido de silicio (com
espessura de 285 nm) sobre um substrato de silicio e amostras com éxido de silicio de 285 nm
de espessura crescido termicamente sobre silicio a fim de comparagdo. As amostras foram
tratadas termicamente em atmosfera controlada de deutério (é utilizado o deutério, pois € um
isotopo raro (abundancia natural de 0.15%) na natureza, o que permite diferencia-lo do
hidrogénio presente na atmosfera) durante 1h. Para cada tipo de amostra, variou-se a
temperatura de tratamento (100°C - 1000°C). AplGs os tratamentos, as amostras foram
analisadas pela técnica de Analise por Reacdo Nuclear (NRA), que permite determinar a
quantidade total dos nuclideos de interesse, no caso D,, através da reacéo >He (D, p) “He com
energia de 400 keV. Com essa andlise, foi observado que a temperatura de tratamento
interfere na incorporacdo do deutério, onde as amostras com camada de grafeno tém maior
incorporacédo de deutério do que amostras sem a camada de grafeno. E foi possivel observar
que a incorporacdo de deutério nas amostras com grafeno cresce com o aumento da
temperatura até 300°C. ApoOs esta temperatura ocorre uma provavel saturagcdo da incorporagéo
do deutério. A perspectiva futura é realizar analises com Espectroscopia de Fotoelétrons
Induzidos por Raios-X (XPS), que permitira analisar as ligacOes feitas entre os elementos, e
com isso determinar a maneira que o hidrogénio € incorporado nas amostras.



